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Tematem seminarium begdzie omowienie metodyki analizy numerycznej zachowania
si¢ cienkich warstw 1 powlok w zlozonych stanach obcigzenia, z uwzglednieniem
lokalnych niejednorodnosci strukturalnych. Przedstawione zostang zaawansowane
metody cyfrowego odwzorowania mikrostruktury, wykorzystujace obrazowanie
SEM/TEM, modele statystyczne oparte na metodzie automatéw komdrkowych i modele
oparte na metodzie kinetic Monte Carlo odzwierciedlajace fizyke procesu nanoszenia. W
szczegolnosci omdwiona zostanie kwestia identyfikacji charakterystyki umocnieniowej
cienkich warstw z wykorzystaniem metody analizy odwrotnej. Tak przygotowane dane
stanowig podstawe do wieloskalowych symulacji numerycznych umozliwiajacych analizg
wptywu lokalnych niejednorodno$ci mikrostrukturalnych na stan odksztalcen i naprgzen
w cienkich warstwach w warunkach obcigzenia. Opracowana metodyka otwiera nowe
perspektywy w zakresie optymalizacji procesoéw wytwarzania oraz zwigkszania trwato$ci
powlok stosowanych w mikroelektronice, biomedycynie i nanotechnologii.



